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光譜儀規格

PG101WIS是整合手動探針台以及光譜儀系統用於分析光學
材料之設備,其應用於LED, PD, Vcsel, Laser diode等。
PG101WIS是您研發及應用的高性價比設備

特色
   緊湊的外觀尺寸
   輕巧外型
   光電合一應用
   光強度及波長量測
   應用於LED/Vcsel/LD/PD量測
   標準四寸晶圓量測(可客製化)

探針台規格
   四寸鎳合金真空平台
•  真空溝槽可以不同尺寸設計
   樣品尺寸5mm*5mm-4 inch
   標準四組探針座
   X-Y chuck 10um移動解析度

選配
   平台θ⾓度可調
    加熱平台25-150度±1 ̊C
    高壓探頭選配
    低電流/電容探頭
    待測物夾具
    電路板夾具
    防震桌
    真空幫浦
    屏蔽機櫃

  


